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1 – Tutorial sobre Interferencia y Compatibilidad Electromagnética
Los dias 4, 5 y 6 de Julio se ofrecerá un tutorial sobre Interferencia
Electromagnética (EMI) y Compatibilidad Electromagnética (EMC).

El tutorial será dictado por el Dr. Prasad Kodali en locales de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la República.

El tutorial se dictará en idioma inglés.
 Por más detalles y para registrarse:
  http://meetings.vtools.ieee.org/meeting_view/list_meeting/7363

2 – Beca de postgrado ofrecida por el Presidente del IEEE
Moshe Kam,  Presidente actual del IEEE, quien nos estará visitando los primeros dias de julio 
con motivo del Simposio e-Scientia, es el jefe de Depto. de Ingenieria Electrica y 
Computación en la Universidad de Drexel (Filadelfia).

Su ya demostrado interés por el Uruguay se pone de manifiesto una vez más al ofrecer una 
beca para que un joven profesional uruguayo  realice Maestría y/o Doctorado en alguna rama 
de la Electrotecnologia (excluida Informática).

Requisitos son dominio del idioma inglés y haber completado sus estudios y exámenes 
universitarios antes del próximo 1 de Setiembre.

Moshe Kam entrevistara personalmente los candidatos el 9 de julio, una vez finalizado el 
Simposio. Marcel Keschner, (m.keschner@ieee.org), pasado presidente de la Sección 
Uruguay, se esta encargando de recibir los CV de los interesados -que deberán en su 
presentación indicar tambien su motivación y cual es el campo específico en que quieren 
profundizar sus estudios.

3 – Como reclamar por revistas no recibidas
Para los Miembros que tengan problemas y no hayan recibido algunas de las publicaciones 
del IEEE, hay una dirección donde se puede hacer el reclamo correspondiente:
http://www.ieee.org/about/help/member_support.html
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